N
N

N

HAL

open science

Electrodes transparentes a base de réseaux de nanofils de

cuivre : propriétés électriques de jonctions uniques

Andela Krizan, Laetitia Bardet, Kévin Zimny, Martin Romanus, Maxime Berthe,

Christine Labrugere-Sarroste, Daniel Bellet, Mona Tréguer-Delapierre

» To cite this version:

Andela Krizan, Laetitia Bardet, Kévin Zimny, Martin Romanus, Maxime Berthe, et al.. Electrodes transpar-
entes a base de réseaux de nanofils de cuivre : propriétés électriques de jonctions uniques. Forum des micro-

scopies a sonde locale 2025, Mar 2025, Spa, Belgique. <hal-05108373)

HAL Id: hal-05108373
https://hal.science/hal-05108373v1

Submitted on 11 Jun 2025

HAL is a multi-disciplinary open access archive
for the deposit and dissemination of scientific re-
search documents, whether they are published or not.
The documents may come from teaching and research
institutions in France or abroad, or from public or pri-
vate research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est des-
tinée au dépot et a la diffusion de documents scien-
tifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant
des établissements d’enseignement et de recherche
francais ou étrangers, des laboratoires publics ou
privés.

Au‘to'flizition
HAL Authorization


https://hal.science/hal-05108373v1
https://about.hal.science/hal-authorisation-v1/
https://about.hal.science/hal-authorisation-v1/
https://hal.archives-ouvertes.fr

Electrodes transparentes a base de
reseaux de nanofils de cuivre : lemn

o 7, 7 ’ ° - . . Instit.ut diElectrorjique,
proprietes electriques de jonctions uniques de Microélectronique

UMR CNRS 8520

Andela Krizan,! Laetitia Bardet,2 Kevin Zimny,! Martin Romanus,’ Maxime Berthe,? Christine Labrugere-Sarroste,* Daniel Bellet,2 Mona Tréguer-Delapierrel”

1. Univ. Bordeaux, CNRS, Bordeaux INP, ICMCB, UMR 5026, F-33600 Pessac, France
2. Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, LMGP, 38000 Grenoble, France
3. Uniwv. Lille, CNRS, Centrale Lille, Univ. Polytechnique Hauts-de-France, Junia-ISEN, UMR 8520 - [EMN, F-59000 Lille, France
4. Univ. Bordeaux, CNRS, PLACAMAT, UAR 3626, 87 avenue du Dr Albert Schweitzer, 33608 Pessac Cedex, France

Electrodes transparentes souples Synthese et propriétés du réseau

TO Nanofils
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La solution proposée dans cette étude est l'utilisation de nanofils bimétalliques Les reseaux résultants presentent une transmittance optique de 80 % et une
au cceur de cuivre protégé par une coquille anticorrosive de nickel [7]. resistance de feuille de 10 Q/sq avec une stabilité record de plus de 2 ans.

Propriétés électriques de jonctions uniques de nanofils

1 2 3 4 5 6 7 8
R; before 361 1245 77011 358 45558 358
hydrazine
treatment (Q)
R; after hydrazine 113 27 97 142 264
treatment (Q))

. : Evolution de la résistance avant/apres post-traitement pour 8 jonctions d’'un réseau de nanofils d'un
Image MEB montrant les dommages causés reseau Cu@Ni avec une épaisseur de coquille de nickel de 10nm (xNi=50% mol). Les jonctions 2, 5 et 6

aux nanofils par le post-traitement suite au n’ont pas pu étre mesurees apreés post-traitement a cause de leur endommagement suite au contact avec
contact avec les pointes de mesure. La jonction les pointes de mesure.

n’est pas déegradée.

La réaction exothermique induit une reéduction de la résistance a I’échelle de la jonction.

Image MEB de la configuration de la mesure 4 pointes sur la méme jonction de nanofils, avant
(gauche) et apres (droite) le post-traitement.
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lllustration de la mesure électrigue de jonctions unigues. A gauche, schéma de positionnement des pointes sources de courant (1 et Obtenue par SOUdage des
2) et sondes de tension (3 et 4) lors d’'une série de mesures représentée a droite. La mesure représente la résistance de la section . . .
comprise entre les pointes 3 et 4. La pointe 4 se déplace le long des fils en passant sur la jonction dont la résistance peut étre jOﬂCtlonS entre nanOflls Sans

mesurée directement sur le graphe a la distance 0. La conductivité de chaque fil peut également étre déterminée par la différence Z : : . . .
entre deux mesures a distances différentes sur le méme fil. Reseau hautement stable de nanofils Cu@Ni traltement InvaSIf [8] .
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